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ABSTRACT

Position sensitive detectors (PSD) have many applications for over 30 years. They work
in the background of CD/DVD focus and tracking controls, heat-seeking missile guidance
systems, and metrology instruments such as range sensors and 3-D laser trackers. Basically,
the PSD gives the continuous position data spot of light by making use of the surface
resistance of the photodiode. Compared with discrete element detectors, such as the charge-
coupled device (CCD) sensor, the PSD features nanometer positioning resolution, sub-
microsecond response times, simple interface circuits, and high reliability.

1 UVOoD

Existuju rozne typy detektorov pouZzivanych na detekciu dopadajiiceho svetelného luca.
Medzi ne napr. patria multi-elementove detektory (CCD senzory) alebo polohovo citlivé
detektory - PSD (position sensitive detectors). PSD st vytvorené z aktivnej plochy, na ktorej
dochddza k rozlozeniu elektrického naboja v zévislosti na polohe taziska stopy svetelné¢ho
la¢a. V predloZenej praci je PSD pouzity na meranie vibracii respektive stability optickych
stolov v laboratoriu.

2 ROZBOR

PSD sa sklada zo stvislej odporovej vrstvy pokryvajicej jednu alebo obe strany vysoko
odporového polovodiCového substratu a paru elektréd umiestnenych na oboch koncoch
odporovej vrstvy(vid’. obr.1b). Na mieste dopadu svetelného luca sa generuje elektricky naboj
umerny svetelnej intenzite dopadajuceho luca. Generovany elektricky naboj je odvadzany
elektrodami X; a X, cez odporovu vrstvu ako fotoelektricky pruad, ktory je nepriamo timerny
vzdialenosti medzi miestom dopadu svetelného luca a elektrédou.

2.1 PRAKTICKE ZOSTAVENIE MERACEJ APARATURY

Experimentalne pracovisko je usporiadané podla obr.la. Uvazujme zdroj Uzkeho
svetelného zvizku, ktory je ulozeny na optickom stole, ktory vibruje. Torzna zlozka



vibracii(uhlova vychylka) rastie umerne so vzdialenostou od zdroja signalu. Ako prijimac bol
pouzity vyhodnocovaci obvod s jednorozmernym polohovo citlivym detektorom PCD3004.
Ako zdroj svetelného ltda bol pozity He-Ne laser pracujiici na vlnovej dizke 630 nm.
Vzdialenost’ medzi vysielaCom a zrkadlom bola 5 m. Svetelny Iu¢ bol v stave bez vibracii
nasmerovany na stred aktivnej plochy fotodektoru.
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Obr. 1:  a) Struktiira meracieho pracoviska b) Struktiira PSD

Fotodetektor PCD3004 ma obdiznikova aktivnu plochu s rozmermi (26,5x4)mm’. V ramci
spresnenia merani sa pracuje na poziti dvojrozmerného PSD S5991-01.Pre zistenie okamzitej
polohy zvédzku na aktivnej ploche fotodetektoru plati vztah (1) (zaciatok suradnicovej stistavy
je v strede aktivnej plochy fotodetektoru):
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kde Iy;Ix> su prady z jednotlivych elektrod; x je suradnica svetelného zvézku na aktivnej
ploche fotodetektoru a L, dlzka aktivnej plochy fotodetektoru.

2.2 NAMERANE HODNOTY

Vibracie mézu nepriaznivo posobit’ pri niektorych experimentoch v laboratériu(napr. pri
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Obr. 2:  Priklady odmeranych vychyliek sposobenych vibraciami

pouziti intereferometru). Merané vibracie boli spdsobené beznymi javmi v laboratériu, takze
ich intenzita bola zakazdym nadhodna. Na obr.2 su zndzornené vysledky namerané pomocou
fotodetektoru PCD3004. Uhlova vychylka sa vypocitala pomocou celkovej dlzky trasy

svetelného Iuca d a prieénej vychylky svetelného luca od stredy aktivnej plochy fotodetektoru
Ax (vid’. vztah (2)).
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